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摘要(译)

目的是获得具有比通常更少数量的电极的高分辨率的脑电图。一种脑电
图测量装置，包括：多个电极 110 ，附着在受试者的头皮上，用于获取
受试者的脑电信号;并且，脑电图生成单元 150 用于在安装有电极的头皮
的位置处生成脑电图，在未安装电极的头皮的位置处生成脑电图。
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